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Datentechnik

Raster-Elektronen Mikroskopie (REM)

e (uantitative Bestimmung von Ober-
flachenauffalligkeiten

e Oberflachenbilder mit hoher Tiefen-
scharfe

e sehr niedrige Nachweisgrenzen

Beschreibung einer Messung:

Mit dem Rasterelektronenmikroskop lassen sich
Probenoberflachen von elektrisch leitfahigen sowie
nichtleitenden Materialien untersuchen und bildlich
mittels Rlckstreu- und Sekundér-Elektronen dar-
stellen. Im Gegensatz zu einem Lichtmikroskop
wird anstelle von Licht ein gebundelter, durch
Hochspannung beschleunigter Elektronenstrahl mit
einem Durchmesser von ca. 10 nm auf die Proben-
oberflache gelenkt und zeilenweise Uber sie hin-
wegbewegt. Die Probe befindet sich dabei im
Vakuum. Die aus der Probenoberflache herausge-
l6sten Sekundarelektronen werden anschlieend
mit entsprechenden Detektoren empfangen und
verstarkt.

Das so erhaltene Signal steuert die Helligkeit auf
dem Bildschirm und liefert ein dem Material ent-
sprechendes Bild mit hoher Tiefenscharfe. Auf
diese Weise lassen sich Vergrélierungen bis zu ca.
300.000-fach mit einer Ortsauflésung um 0.1 nm
erzielen. Fir eine halbquantitative Analyse der
Zusammensetzung des Messpunktes oder fir eine
Element-Verteilungsanalyse der Probenoberflache
kann mittels Energie- sowie wellenlangendispersi-
ver Rontgenanalyse und einem entsprechenden
Detektor chemische Elemente ab Beryllium auf-
warts mit einer Nachweisgrenze um ca. 0.1 Atom-%
erfal3t und dargestellt werden.
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Vorteile

AuBBer bildlicher Darstellung lassen sich auch
halbquantitative Zusammensetzungen von frei
wahlbaren Flachen durchfihren.

Nachteile
Messung erfolgt im Vakuum. Verdampfbare Stoffe
gehen dabei verloren. Sehr dinne Schichten
werden durchstrahlt und die darunterliegenden
Schichten bei der chemischen Zusammensetzung
mit erfaf3t.

Randbedingungen

trockene Probe, die elektrisch leitfahig ist, oder
durch bedampfen mit Gold oder Kohlenstoff elekt-
risch leitfahig gemacht wird

Probevorbereitung
keine besondere Probenpréparation notwendig

Messung durchfihren
Gemal den Richtlinien und Angaben des Mel3ge-
rates.

Auswertung
Bildtafeln mit Fotos, Ubersicht und Detailaufnah-

men und Diagramme mit der quantitativen Zu-
sammensetzung auffalliger Bereiche
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Beispiel Bildtafel einer defekten Oberflache (Ubersicht 40x und Detail 100x / 500x vergrissert)

Bild: 1
Bildart: RE
Vergr.: 40: 1

Spannung.: 20 kV

Kontakt 5 File: 911P0736
Bild: 2
Bildart: RE
Vergr.: 100:1

Spannung.: 20 kV

File: 911P0737

Bild: 3
Bildart: SE
Vergr.: 500:1

Spannung.: 20 kV

File: 911P0O738
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